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Глубина проникновения сфокусированного ионного пучка в облучаемый твердотельный образец является фундаментальным параметром, определяющим локальность проводимых исследований и протяженность  области технологического воздействия. В данной работе представлены полученные в рамках концепции DSDA /1/ формулы и результаты модельных расчетов по ним величин пробегов Rx моноэнергетических протонов в углероде, алюминии, германии, серебре и золоте, проведенные для широкого интервала энергий E0 частиц: от 3 кэВ до 100 МэВ. Рассчитанные зависимости Rx от E0 для низкоэнергетических протонов представлены на Рис. 1.
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Рис. 1








